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60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 – 1 –

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été
établi par le comité d’études 1 de
la CEI: Terminologie, en
collaboration avec le comité
d’études 49 de la CEI: Dispositifs
piézoélectriques et diélectriques
pour la commande et le choix de
la fréquence.

Le texte de cet amendement est
issu des documents suivants:

FOREWORD

This amendment has been
prepared by IEC technical
committee 1: Terminology, in co-
operation with IEC technical
committee 49: Piezoelectric and
dielectric devices for frequency
control and selection.

The text of this amendment is
based upon the following documents:

DDTLEYBT

Yfcnjzott bpvtytybt r cnfylfhne
gjlujnjdktyj Nt[ybxtcrbv rjvbnt-
njv § 1 V�R ^Nthvbyjkjubz& d
cjnhegybxtcndt c Nt[ybxtcrbv
rjvbntnjv § 49 V�R% Gsp'kt-
rnhbxtcrbt ecnhjqcndf lkz cnf,b-
kbpfwbb b ctktrwbb xfcnjns=

Ntrcn yfcnjzotuj wpvtytybz r
cnfylfhne jcyjdfy yf ckele.ob[
ljrevtynf[%

DIS
GVC

Rapport de vote
Report on voting

Jnxtns j ujkjcjdfybb

1
49 (VEI 561) (BC) 1337

278

1
49 (IEV 561) (CO) 1337

278

1
49 (V�C 561) (W�)1337

278

1
49 (VEI 561) (BC) 1341

286

1
49 (IEV 561) (CO) 1341

286

1
49 (V�C 561) (W�)1341

286

Le rapport de vote indiqué dans le
tableau ci-dessus donne toute
information sur le vote ayant abouti
à l’approbation de cet amendement.

Full information on the voting for
the approval of this amendment can
be found in the report on voting
indicated in the above table.

Jcnfkmye. byajhvfwb. vj;yj
yfqnb d jnxtnf[ j ujkjcjdfybb�
erfpfyys[ d dsitghbdtltyyjq
nf,kbwt=
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– 2 – 60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997

Page II

Ajouter:

Add:

Lj,fdbnm%

561-07 Caractéristiques des dispositifs à onde acoustique de surface (OAS)......................................................... 5

Page III

Ajouter:

Add:

Lj,fdbnm%

561-07 Characteristics of surface acoustic wave (saw) devices.............................................................................. 5

Page IV

Ajouter:

Add:

Lj,fdbnm%

561-07 {fhfrnthbcnbrb ecnhjqcnd yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[ (GFD) ..................................... 5
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60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 – 3 –

Ajouter la nouvelle section suivante:

Add the following new section:

Lj,fdbnm cktle.obq yjdsq hfpltk%

SECTION 561-07 - CARACTÉRISTIQUES DES DISPOSITIFS À ONDE
ACOUSTIQUE DE SURFACE (OAS)

SECTION 561-07 - CHARACTERISTICS OF SURFACE ACOUSTIC
WAVE (SAW) DEVICES

HFPLTK 561-07 - {FHFRNTHBCNBRB ECNHJQCND YF

GJDTH{YJCNYS{ FRECNBXTCRB{ DJKYF{ (GFD)

561-07-01 fréquence centrale (d'un dispositif à OAS)

Moyenne arithmétique des fréquences de coupure.

centre frequency (of a saw device)

Arithmetic mean of the cut-off frequencies.

chtlyzz xfcnjnfchtlyzz xfcnjnf (ecnhjqcndf yf GFD)

Chtlytfhbavtnbxtcrjt pyfxtybt xfcnjn chtpf.to be charged by any other electrical
source.

ar
de Mittenfrequenz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl cz��stotliwoÑ�Ñ� ÑÑrodkowa (przyrz�du z AFP)
pt frequência central (de um dispositivo de OAS)
sv mittfrekvens

561-07-02 fréquence nominale (d'un dispositif à OAS)

Fréquence utilisée pour identifier un dispositif à onde acoustique de surface.

nominal frequency (of a saw device)

Frequency used to identify the surface acoustic wave device.

yjvbyfkmyfz xfcnjnf (ecnhjqcndf yf GFD )

Xfcnjnf- bcgjkmpetvfz lkz bltynbabrfwbb ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[
djkyf[.

ar
de Nennfrequenz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl cz��stotliwoÑ�Ñ� znamionowa (przyrz�du z AFP)
pt frequência nominal (de um dispositivo de OAS)
sv nominell frekvens
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– 4 – 60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997

561-07-03 affaiblissement de transmission (d'un dispositif à OAS)

Rapport, généralement exprimé en décibels, de la puissance disponible d'une source donnée à la
puissance que le dispositif à onde acoustique de surface connecté à cette source fournit à une
impédance de charge dans des conditions spécifiées.

transducer attenuation (of a saw device)

The ratio, generally expressed in decibels, of the available power of a given source to the power
that the surface acoustic wave device connected to this source delivers to a load impedance under
specified conditions.

pfne[fybt gthtlfxb (ecnhjqcndf yf GFD )

Jnyjitybt- j,sxyj dshf;ftvjt d ltwb,tkf[- ljcnb;bvjq vjoyjcnb lfyyjuj bcnjxybrf
r vjoyjcnb- rjnjhe. ecnhjqcndj yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[-
ghbcjtlbytyyjt r 'njve bcnjxybre- dsltkztn yf yfuhepjxyjv gjkyjv cjghjnbdktybb d
pflfyys[ eckjdz[.

ar
de Betriebsdämpfung (smaß) (eines OFW-Bauelements)
ja
pl t»»umiennoÑ�Ñ� przetwornika (przyrz�du z AFP)
pt atenuação de transmissão (de um dispositivo de OAS)
sv överföringsdämpning

561-07-04 affaiblissement d'insertion nominal

Affaiblissement d'insertion, généralement exprimé en décibels, d'un dispositif à onde acoustique
de surface à la fréquence nominale de ce dispositif.

nominal insertion attenuation

The insertion attenuation, generally expressed in decibels, of a surface acoustic wave device at the
nominal frequency of the device.

yjvbyfkmyjt dyjcbvjt pfne[fybtyjvbyfkmyjt dyjcbvjt pfne[fybt

Dyjcbvjt pfne[fybt ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[- j,sxyj
dshf;ftvjt d ltwb,tkf[- yf yjvbyfkmyjq xfcnjnt 'njuj ecnhjqcndf.

ar
de Einfügungsdämpfung (smaß) bei Nennfrequenz
ja
pl znamionowa t»»umiennoÑ�Ñ� wtr��ceniowa
pt atenuação de inserção nominal
sv nominell inlänkningsdämpning

561-07-05 ondulation d'ETT

Variation maximale des caractéristiques d'affaiblissement causée par l'écho de triple transit, ou
ETT, dans une bande passante déterminée.

TTE ripple

The maximum variation in attenuation characteristics caused by the triple transit echo, or TTE,
within a determined pass-band.

ythfdyjvthyjcnm- dspdfyyfz cbuyfkjv nhjqyjuj ghj[j;ltybz

Vfrcbvfkmyjt bpvtytybt [fhfrnthbcnbr pfne[fybz- dspdfyyjt cbuyfkjv nhjqyjuj
ghj[j;ltybz- d pflfyyjq gjkjct ghjgecrfybz.

ar
de TTE-Welligkeit
ja
pl zafalowanie powodowane sygna»»em potr\\jnego przejÑÑcia
pt ondulação de ETT
sv ekopulsation
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60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 – 5 –

561-07-06 temps de propagation de groupe (d'un dispositif à OAS)

Temps égal à la dérivée première de la différence de phase entre les ondes à l'entrée et à la sortie,
exprimé en radians, par rapport à la pulsation d'un dispositif à onde acoustique de surface.

group delay time (of a saw device)

The time equal to the first derivative of the phase difference between input and output waves,
expressed in radians, with respect to the angular frequency of a surface acoustic wave device.

Uheggjdjt dhtvz pfvtlktybz (ecnhjqcndf yf GFD )

Dhtvz- hfdyjt gthdjq ghjbpdjlyjq afpjdjuj cldbuf d hflbfyf[ vt;le d[jlyjq b
ds[jlyjq djkyfvb- jnyjcbntkmyj eukjdjq xfcnjns ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[
frecnbxtcrb[ djkyf[.

ar
de Gruppenlaufzeit (eines OFW-Bauelements)
ja
pl op\ï\ïnienie grupowe (przyrz�du z AFP)
pt tempo de atraso de grupo (de um dispositivo de OAS)
sv grupplöptid

561-07-07 temps nominal de propagation de groupe

Temps de propagation de groupe d'un dispositif à onde acoustique de surface à la fréquence
nominale du dispositif.

nominal envelope delay time

The group delay time of a surface acoustic wave device at the nominal frequency of the device.

yjvbyfkmyjt uheggjdjt dhtvz pfvtlktybz

Uheggjdjt dhtvz pfvtlktybz ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[ yf
yjvbyfkmyjq xfcnjnt 'njuj ecnhjqcndf.

ar
de Gruppenlaufzeit bei Nennfrequenz
ja
pl znamionowe op\ï\ïnienie grupowe
pt tempo nominal de atraso de grupo (de um dispositivo de OAS)
sv nominell envelopplöptid

561-07-08 distorsion du temps de propagation de groupe (d'un dispositif à OAS)

Différence entre la valeur la plus basse et la valeur la plus élevée du temps de propagation de
groupe d'un dispositif à onde acoustique de surface dans une bande de fréquences spécifiée.

envelope delay time distortion (of a saw device)

The difference between the lowest and highest value of group delay time of a surface acoustic
wave device in a specified band of frequencies.

bcrf;tybt uheggjdjuj dhtvtyb pfvtlktybzbcrf;tybt uheggjdjuj dhtvtyb pfvtlktybz (ecnhjqcndf yf GFD)

Hfpyjcnm vt;le cfvsv ybprbv b cfvsv dscjrbv pyfxtybzvb uheggjdjuj dhtvtyb
pfvtlktybz ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[ d pflfyyjq gjkjct xfcnjn.

ar
de Gruppenlaufzeitverzerrung (eines OFW-Bauelements)
ja
pl zniekszta»»cenie op\ï\ïnienia grupowego (przyrz�du z AFP)
pt distorção do tempo de atraso de grupo (de um dispositivo de OAS)
sv envelopplöptidsdistorsion
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– 6 – 60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997

561-07-09 fréquence piégée

Fréquence spécifiée pour laquelle l'affaiblissement relatif est égal ou supérieur à une valeur
spécifiée.

trap frequency

A specified frequency at which the relative attenuation is equal to or greater than a specified value.

xfcnjnf pf[dfnf 'ythubbxfcnjnf pf[dfnf 'ythubb

Pflfyyfz xfcnjnf- yf rjnjhjq jcyjcbntkmyjt pfne[fybt hfdyj pflfyyjve pyfxtyb. bkb
ghtdsiftn tuj.

ar
de Sperrfrequenz
ja
pl cz��stotliwoÑ�Ñ� pu»»apki
pt frequência em trapa
sv tröskelfrekvens

561-07-10 affaiblissement piégé

Affaiblissement relatif à une fréquence piégée spécifiée.

trap attenuation

The relative attenuation at a specified trap frequency.

pfne[fybt ghb pf[dfnt 'ythubbpfne[fybt ghb pf[dfnt 'ythubb

Jnyjcbntkmyjt pfne[fybt yf pflfyyjq xfcnjnt pf[dfnf 'ythubb.

ar
de Sperrdämpfung
ja
pl t»»umienie w pu»»apce
pt atenuação em trapa
sv tröskeldämpning

561-07-11 module du coefficient de réflexion

Mesure sans dimension du degré de désadaptation entre deux impédances Za et Zb, donnée par

l'expression :

Z Z

Z Z
a b

a b

−
+

où :

Za  est l'impédance de sortie ou impédance de la source;

Zb  est l'impédance d'entrée ou impédance de la charge.

modulus of the reflection coefficient

A dimensionless measure of the degree of mismatch between two impedances Za and Zb given by

the expression :

Z Z

Z Z
a b

a b

−
+

where :

Za  is the source or output impedance;

Zb  is the load or input impedance.
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60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 – 7 –

561-07-11 vjlekm rj'aabwbtynf jnhf;tybzvjlekm rj'aabwbtynf jnhf;tybz

<tphfpvthyfz dtkbxbyf cntgtyb hfccjukfcjdfybz vt;le ldevz gjkysvb cjghjnbdktybzvb
Za b Zb- jghtltkztvfz dshf;tybtv:

Z Z

Z Z
a b

a b

−
+

ult:

Za hfdyj ds[jlyjve gjkyjve cjghjnbdktyb. bkb gjkyjve cjghjnbdktyb. bcnjxybrf;

Zb hfdyj d[jlyjve gjkyjve cjghjnbdktyb. bkb gjkyjve yfuhepjxyjve cjghjnbdktyb.

ar
de Betrag des Reflexionsfaktors
ja
pl modu»» wsp\»\»czynnika odbicia
pt módulo do coeficiente de reflexão
sv reflexionsfaktor

561-07-12 affaiblissement des ondes réfléchies parasites

Affaiblissement relatif des ondes réfléchies parasites.

attenuation of spurious reflected waves

The relative attenuation of spurious reflected waves.

pfne[fybt gfhfpbnys[ jnhf;tyys[ djkypfne[fybt gfhfpbnys[ jnhf;tyys[ djky

Jnyjcbntkmyjt pfne[fybt gfhfpbnys[ jnhf;tyys[ djky.

ar
de Störreflexionsdämpfung
ja
pl t»»umienie niepoó�ó�danych fal odbitych
pt atenuação das ondas reflectidas parasitas
sv falskreflexionsdämpning

561-07-13 affaiblissement des signaux de couplage direct

Affaiblissement important de la réponse en couplage direct.

feedthrough signal attenuation

Significant response attenuation at feedthrough signals.

pfne[fybt cbuyfkb ghzvjuj ghj[j;ltybzpfne[fybt cbuyfkb ghzvjuj ghj[j;ltybz

Pyfxbntkmyjt pfne[fybt jnrkbrf ghb cbuyfkf[ ghzvjuj ghj[j;ltybz.

ar
de Übersprechdämpfung
ja
pl t»»umienie sygna»»u bezpoÑÑredniego
pt atenuação dos sinais de acoplamento directo
sv direktsignaldämpning

561-07-14 niveau assigné (d'un dispositif à OAS)

Valeur de puissance, de tension ou de courant pour laquelle les caractéristiques d'un dispositif à
onde acoustique de surface sont spécifiées.

rated level (of a saw device)

The power, voltage or current value at which the characteristics of a surface acoustic wave device
are specified.
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– 8 – 60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997

561-07-14 yjvbyfkmysq ehjdtymyjvbyfkmysq ehjdtym (ecnhjqcndf yf GFD)

Pyfxtybt vjoyjcnb- yfghz;tybz bkb njrf- ghb rjnjhjv jujdfhbdf.ncz [fhfrnthbcnbrb
ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[.

ar
de Bemessungspegel (eines OFW-Bauelements)
ja
pl poziom znamionowy (przyrz�du z AFP)
pt nível estipulado (de um dispositivo de OAS)
sv märkvärde

561-07-15 fréquence de fonctionnement (d'un dispositif à OAS)

Fréquence à laquelle vibre un dispositif à onde acoustique de surface avec ses circuits associés.

working frequency (of a saw device)

The frequency of vibration of a surface acoustic wave device with its associated circuits.

hf,jxfz xfcnjnfhf,jxfz xfcnjnf (ecnhjqcndf yf GFD )

Xfcnjnf rjkt,fybq ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[ dvtcnt c
cjtlbytyysvb c ybv c[tvfvb.

ar
de Arbeitsfrequenz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl cz��stotliwoÑ�Ñ� pracy (przyrz�du z AFP)
pt frequência de funcionamento (de um dispositivo de OAS)
sv arbetsfrekvens

561-07-16 tolérance totale de fréquence (d'un dispositif à OAS)

Ecart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement d'un dispositif à onde acoustique
de surface et sa fréquence nominale, produit par une cause quelconque.

overall frequency tolerance (of a saw device)

The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave device
from its nominal frequency, for any cause.

j,obq ljgecr gj xfcnjntj,obq ljgecr gj xfcnjnt (ecnhjqcndf yf GFD )

Vfrcbvfkmyj ljgecnbvjt jnrkjytyt hf,jxtq xfcnjns ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[
frecnbxtcrb[ djkyf[ jn tuj yjvbyfkmyjq xfcnjns gj k.,jve afrnjhe.

ar
de Gesamtgrenzabweichung der Frequenz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl ca»»kowita tolerancja cz��stotliwoÑÑci (przyrz�du z AFP)
pt tolerância total de frequência (de um dispositivo de OAS)
sv total frekvenstolerans

561-07-17 tolérance de calage en fréquence (d'un dispositif à OAS)

Ecart maximal admissible entre la fréquence de fonctionnement d'un dispositif à onde acoustique
de surface et sa fréquence nominale à la température de référence.

frequency adjustment tolerance (of a saw device)

The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave device
from its nominal frequency at the reference temperature.
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60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997 – 9 –

561-07-17 ljgecr yf njxyjcnm yfcnhjqrb (ecnhjqcndf yf GFD)

Vfrcbvfkmyj ljgecnbvjt jnrkjytyt hf,jxtq xfcnjns ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[
frecnbxtcrb[ djkyf[ jn tuj yjvbyfkmyjq xfcnjns ghb jgjhyjq ntvgthfneht.

ar
de Abgleichgrenzabweichung der Frequenz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl tolerancja dostrojenia (przyrz�du z AFP)
pt tolerância de ajuste em frequência (de um dispositivo de OAS)
sv justertolerans

561-07-18 tolérance de fréquence due au vieillissement (d'un dispositif à OAS)

Ecart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d'un dispositif à onde acoustique de
surface par rapport à sa fréquence initiale qui est observée en fonction du temps dans des
conditions spécifiées.

frequency tolerance due to ageing (of a saw device)

The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave device
from its initial frequency which is observed with the passage of time under specified conditions.

ljgecr gj xfcnjnt yf cnfhtybt (ecnhjqcndf yf GFD)

Vfrcbvfkmyj ljgecnbvjt jnrkjytyt hf,jxtq xfcnjns ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[
frecnbxtcrb[ djkyf[ jn tuj gthdjyfxfkmyjq xfcnjns- yf,k.lftvjt c ntxtybtv dhtvtyb d
pflfyys[ eckjdbz[.

ar
de Grenzabweichung der Frequenzalterung (eines OFW-Bauelements)
ja
pl odchy»»ka cz��stotliwoÑÑci wywo»»ana starzeniem (przyrz�du z AFP)
pt tolerância de frequência devida ao envelhecimento (de um dispositivo de OAS)
sv åldringstolerans

561-07-19 tolérance de fréquence dans un intervalle de températures (d'un dispositif à OAS)

Ecart maximal admissible de la fréquence de fonctionnement d'un dispositif à onde acoustique de
surface dans l'intervalle de températures, par rapport à sa fréquence de fonctionnement à la
température de référence.

frequency tolerance over the temperature range (of a saw device)

The maximum permissible deviation of the working frequency of a surface acoustic wave device
within the temperature range, with respect to its working frequency at the reference temperature.

ljgecr gj xfcnjnt d bynthdfkt hf,jxb[ ntvgthfneh (ecnhjqcndf yf GFD)

Vfrcbvfkmyj ljgecnbvjt jnrkjytyt hf,jxtq xfcnjns ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[
frecnbxtcrb[ djkyf[ d bynthdfkt hf,jxb[ ntvgthfneh jnyjcbntkmyj tuj hf,jxtq xfcnjns
ghb jgjhyjq ntvgthfneht.

ar
de grenzabweichung der Frequenz bei Temperatur-änderung (eines OFW-Bauelements);

zulässiger Temperaturgang der Frequenz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl niesta»»oÑ�Ñ� cz��stotliwoÑÑci przy zmianie temperatury w ó�ó�danym zakresie
pt tolerância de frequência num intervalo de temperaturas (de um dispositivo de OAS)
sv temperaturberoende frekvenstolerans
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561-07-20 résonance indésirable (d'un dispositif à OAS)

Etat de résonance d'un dispositif à onde acoustique de surface autre que le mode associé à sa
fréquence de fonctionnement.

unwanted resonance (of a saw device)

A state of resonance of a surface acoustic wave device other than that associated with its working
frequency.

yt;tkfntkmnsq htpjyfyc (ecnhjqcndf yf GFD)

Cjcnjzybt htpjyfycf ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[ frecnbxtcrb[ djkyf[- jnkbxf.ottcz
jn njuj- rjnjhjt cdzpfyj c tuj hf,jxtq xfcnjntq.

ar
de Nebenresonanz (eines OFW-Bauelements)
ja
pl niepoó�ó�dany rezonans (przyrz�du z AFP)
pt ressonância indesejável (de um dispositivo de OAS)
sv oönskad resonans

561-07-21 résonance indésirable transversale

Résonance indésirable causée par l'excitation des modes transverses d'ordre plus élevé qui
apparaissent à des fréquences légèrement supérieures.

Note.- L'apodisation du transducteur interdigité permet d'adapter le profil du mode transverse
désiré.

transverse spurious resonance

A spurious resonance caused by excitation of higher order transverse modes, which appear at
slightly higher frequencies.

Note.- Apodizing the interdigital transducer enables to match the desired transverse mode
profile.

nhfycdthcfkmysq gfhfpbnysq htpjyfyc

Gfhfpbnysq htpjyfyc- dspdfyysq djp,e;ltybtv gjgthtxys[ vjl dscituj gjhzlrf-
gjzdkz.ob[cz yf ytcrjkmrj ,jktt dscjrs[ xfcnjnf[.

Ghbvtxfybt.- Fgjlbpfwbz dcnhtxyj-inshtdjuj ghtj,hfpjdfntkz lftn djpvj;yjcnm
cjukfcjdfnm ye;ysq ghjabkm gjgthtxyjq vjls.

ar
de transversale Nebenresonanz
ja
pl niepoó�ó�dany rezonans poprzeczny
pt ressonância indesejável transversal
sv transversalmodsresonans

561-07-22 rapport de capacité (symbole : r)

Rapport de la capacité parallèle C0 à la capacité dynamique C1 dans le circuit équivalent à un

résonateur.

capacitance ratio (symbol : r)

The ratio of the parallel capacitance C0 to the motional capacitance C1 in the circuit equivalent to
a resonator.

tvrjcnyjq rj'aabwbtn (cbvdjk: u)

Jnyjitybt gfhfkktkmyjq tvrjcnb C
j
r lbyfvbxtcrjq tvrjcnb C

1
d 'rdbdfktynyjq c[tvt

htpjyfnjhf.

ar
de Kapazitätsverhältnis
ja
pl wsp\»\»czynnik pojemnoÑÑciowy
pt relação de capacidade
sv kapacitanskvot
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561-07-23 facteur de mérite (symbole : M)

Valeur caractérisant l'activité d'un résonateur, égale au quotient du facteur de qualité Q par le
rapport de capacité r.

figure of merit  (symbol : M)

The value which characterizes the activity of a resonator, and which is given by the quotient of
the quality factor Q by the capacitance ratio r.

lj,hjrfxtcndtyyjcnm (cbvdjk: V)

Dtkbxbyf- [fhfrnthbpe.ofz frnbdyjcnm htpjyfnjhf- hfdyfz xfcnyjve jn ltktybz
lj,hjnyjcnb Q yf tvrjcnyjq rj'aabwbtyn u.

ar
de Parallelgüte (faktor)
ja
pl wsp\»\»czynnik jakoÑÑci
pt factor de mérito
sv merittal

561-07-24 circuit équivalent d'un résonateur biporte

Circuit électrique de même impédance qu'un résonateur biporte donné au voisinage de la
fréquence de résonance.

Note.- Le circuit équivalent est généralement représenté par un biporte construit par une branche
dynamique composée d'une inductance L1, d'une capacité C1 et d'une résistance R1 en série, de

capacités en parallèle CIN et COUT sur les portes d'entrée et de sortie, et d'un transformateur

idéal.

equivalent circuit of a two-port resonator

An electrical circuit which has the same impedance as a given two-port resonator in the
neighbourhood of the resonance frequency.

Note.- The equivalent circuit is usually represented by a two-port circuit constructed by a
motional branch made up of inductance L1, capacitance C1 and resistance R1 in series, of parallel

capacitances CIN and COUT shunting the input and output ports and of an ideal transformer.

'rdbdfltynyfz c[tvf lde[d[jljdjuj htpjyfnjhf

"ktrnhbxtcrfz c[tvf- bvt.ofz nfrjt ;t gjkyjt cjghjnbdktybt- xnj b lfyysq
lde[d[jljdsq htpjyfnjh yf xfcnjnt d,kbpb htpjyfycyjq.

Ghbvtxfybt.- "rdbdfktynyfz c[tvf j,sxyj ghtlcnfdktyf lde[gjk.cybrjv-
cjcnfzobq bp lbyfvbxtcrjq dtndb- d rjnjhe. d[jlzn bylernbdyjcnm L1- tvrjcnm C1 b
cjghjnbdktybt R1- cjtlbytyyst gjcktljdfntkmyj; erfpfyyfz dtndm pfieynbhjdfyf
gfhfkktkmysvb tvrjcnzvb CIN b COUT- yf d[jlys[ b ds[jlys[ rktvvf[- b bltfkmyjuj
nhfycajhvfnjhf.

ar
de Ersatzschaltung eines Zweitor-Resonators
ja
pl uk»»ad zast��pczy rezonatora czw\\rnikowego
pt circuito equivalente de um ressoador biporto
sv ekvivalent krets

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IECNORM.C
OM : C

lick
 to

 vi
ew

 th
e f

ull
 PDF of

 IE
C 60

05
0-5

61
:19

91
/AMD2:1

99
7

https://iecnorm.com/api/?name=c70f191246673a5c35be691bfa830427


– 12 – 60050(561) Amend. 2 © IEC: 1997

561-07-25 facteur de qualité à vide (symbole : QU)

Facteur de qualité d'un résonateur biporte défini par la formule 2 πfsL1/R1 où fs représente la

fréquence de résonance série, L1 l'inductance dynamique série, R1 la résistance du circuit

équivalent.

unloaded quality factor (symbol : QU)

The quality factor of a two-port resonator given by 2 πfsL1/R1 where fs represents the series

resonance frequency, L1, the series motional inductance, R1, the equivalent circuit resistance.

j,hjnyjcnm ,tp yfuheprb (htpjyfnjhf) (cbvdjk: Qu)

Lj,hjnyjcnm lde[d[jljdjuj htpjyfnjhf- ghtlcnfdktyyfz dshf;tybtv 2πfsL1/R1- ult fs
zdkztncz xfcnjnjq gjcktljdfntkmyjuj htpjyfycf- L1- gjcktljdfntkmyjq lbyfvbxtcrjq
bylernbdyjcnm.- R1 - cjghjnbdktybtv 'rdbdfktynyjq c[tvs.

ar
de Leerlaufgüte (faktor)
ja
pl wsp\»\»czynnik dobroci w stanie nieobci�ó�óonym
pt factor de qualidade em vazio
sv godhetstal

561-07-26 facteur de qualité en charge (symbole : QL)

Facteur de qualité d'un résonateur connecté au circuit externe, défini comme le rapport de la
fréquence centrale à la largeur de bande à 3 dB.

loaded quality factor (symbol: QL)

The quality factor for a resonator connected with the external circuit, defined as the ratio of centre
frequency to the 3 dB bandwidth.

j,hjnyjcnm gjl yfuheprjq (htpjyfnjhf) (cbvdjk: QL)

Lj,hjnyjcnm htpjyfnjhf- cdzpfyyjuj c dytiytq c[tvjq- jghtltkztvfz rfr jnyjitybt
chtlytq xfcnjns r ibhbyt gjkjcs gj ehjdy. 3 l<.

ar
de Betriebsgüte (faktor)
ja
pl wsp\»\»czynnik dobroci w stanie obci�ó�óenia
pt factor de qualidade em carga
sv belastat godhetstal

561-07-27 suppression de résonance parasite

Grandeur définie par la différence entre le niveau maximal des résonances parasites et
l'affaiblissement d'insertion minimal dans une bande de fréquences spécifiée.

spurious resonance rejection

Quantity which is the result of the difference between the maximum level of spurious resonances
and the minimum insertion attenuation in a specified frequencies band.

jlfdktybt gfhfpbnyjuj htpjyfycf

Dtkbxbyf- jghtltkztvfz hfpyjcnm. vt;le vfrcbvfkmysv ehjdytv gfhfpbnys[ htpjyfycjd
b vbybvfkmysv dyjcbvsv pfne[fybtv d pflfyyjq gjkjct xfcnjn.

ar
de Nebenresonanzunterdrückung
ja
pl wyt»»umienie drga½½ niepoó�ó�danych
pt supressão de ressonância parasita
sv falskresonansdämpning
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561-07-28 déphasage de fonctionnement

Différence de phase entre les bornes d'entrée et de sortie d'un dispositif à onde acoustique de
surface à une fréquence spécifiée.

operating phase shift

Phase difference between input and output terminals of a surface acoustic wave device at a
specified frequency.

f,jxbq afpjdsq cldbuf,jxbq afpjdsq cldbu

Cldbu gj afpt vt;le d[jlyjq b ds[jlyjq rktvvfvb ecnhjqcndf yf gjdth[yjcnys[
frecnbxtcrb[ djkyf[ yf pflfyyjq xfcnjnt.

ar
de Betriebsphasenverschiebung
ja
pl robocze przesuni��cie fazowe
pt desfasagem de funcionamento
sv fasdifferens
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INDEX

A
affaiblissement d'insertion nominal.......................................................................................................... 561-07-04
affaiblissement de transmission (d'un dispositif à OAS).......................................................................... 561-07-03
affaiblissement des ondes réfléchies parasites.......................................................................................... 561-07-12
affaiblissement des signaux de couplage direct........................................................................................ 561-07-13
affaiblissement piégé................................................................................................................................ 561-07-10

C
circuit équivalent d'un résonateur biporte ................................................................................................ 561-07-24

D
déphasage de fonctionnement .................................................................................................................. 561-07-28
distorsion du temps de propagation de groupe (d'un dispositif à OAS) ................................................... 561-07-08

F
facteur de mérite ...................................................................................................................................... 561-07-23
facteur de qualité à vide ........................................................................................................................... 561-07-25
facteur de qualité en charge ..................................................................................................................... 561-07-26
fréquence centrale (d'un dispositif à OAS) .............................................................................................. 561-07-01
fréquence de fonctionnement (d'un dispositif à OAS) ............................................................................. 561-07-15
fréquence nominale (d'un dispositif à OAS) ............................................................................................ 561-07-02
fréquence piégée ...................................................................................................................................... 561-07-09

M
module du coefficient de réflexion........................................................................................................... 561-07-11

N
niveau assigné (d'un dispositif à OAS) .................................................................................................... 561-07-14

O
ondulation d'ETT ..................................................................................................................................... 561-07-05

R
rapport de capacité ................................................................................................................................... 561-07-22
résonance indésirable (d'un dispositif à OAS) ......................................................................................... 561-07-20
résonance indésirable transversale ........................................................................................................... 561-07-21

S
suppression de résonance parasite............................................................................................................ 561-07-27

T
temps de propagation de groupe (d'un dispositif à OAS).........................................................................561-07-06
temps nominal de propagation de groupe ................................................................................................ 561-07-07
tolérance de calage en fréquence (d'un dispositif à OAS) ........................................................................ 561-07-17
tolérance de fréquence dans un intervalle de températures (d'un dispositif à OAS)................................. 561-07-19
tolérance de fréquence due au vieillissement (d'un dispositif à OAS) ..................................................... 561-07-18
tolérance totale de fréquence (d'un dispositif à OAS).............................................................................. 561-07-16
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A
attenuation of spurious reflected waves ................................................................................................... 561-07-12

C
capacitance ratio ...................................................................................................................................... 561-07-22
centre frequency (of a saw device)........................................................................................................... 561-07-01

E
envelope delay time distortion (of a saw device) ..................................................................................... 561-07-08
equivalent circuit of a two-port resonator ................................................................................................ 561-07-24

F
feedthrough signal attenuation................................................................................................................. 561-07-13
figure of merit .......................................................................................................................................... 561-07-23
frequency adjustment tolerance (of a saw device).................................................................................... 561-07-16
frequency tolerance due to ageing (of a saw device)................................................................................ 561-07-18
frequency tolerance over the temperature range (of a saw device)........................................................... 561-07-19

G
group delay time (of a saw device) .......................................................................................................... 561-07-06

L
loaded quality factor ................................................................................................................................ 561-07-26

M
modulus of the reflection coefficient ....................................................................................................... 561-07-11

N
nominal envelope delay time ................................................................................................................... 561-07-07
nominal frequency (of a saw device)........................................................................................................ 561-07-02
nominal insertion attenuation................................................................................................................... 561-07-04

O
operating phase shift ................................................................................................................................ 561-07-28
overall frequency tolerance (of a saw device) .......................................................................................... 561-07-16

R
rated level (of a saw device)..................................................................................................................... 561-07-14

S
spurious resonance rejection .................................................................................................................... 561-07-27

T
transducer attenuation (of a saw device) .................................................................................................. 561-07-03
transverse spurious resonance.................................................................................................................. 561-07-21
trap attenuation ........................................................................................................................................ 561-07-10
trap frequency .......................................................................................................................................... 561-07-09
TTE ripple................................................................................................................................................ 561-07-05

U
unloaded quality factor ............................................................................................................................ 561-07-25
unwanted resonance (of a saw device) ..................................................................................................... 561-07-20

W
working frequency (of a saw device) ....................................................................................................... 561-07-15
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FKFDBNSQ ERFPFNTKM

U
uheggjdt bhtvz pfvtlktybz (ecnhjqcndf yf GFD) ..............................................................................561_07_06

L
lj,hjrfxtcndtyyjcnm (cbvdjk% V) .........................................................................................................561_07_23
lj,hjnyjcnm ,tp yfuheprb (htpjyanjhf) (cbvdjk% QU) .......................................................................561_07_25
lj,hjnyjcnm gjl yfuheprjq (htpjyanjhf) (cbvdjk% QL) .....................................................................561_07_26
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ljgecr gj xfcnjnt d bynthdfkt hf,jxb[ ntvgthfneh (ecnhjqcndf yf GFD) .................................. 561_07_19
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T
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P
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B
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V
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Y
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yjvbyfkmyfz xfcnjnf (ecnhjqcndf yf GFD) ........................................................................................561_07_02
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yjvbyfkmysq ehjdtym (ecnhjqcndf yf GFD) .......................................................................................561_07_14

J
j,obq ljgecr gj (ecnhjqcndf yf GFD) ..............................................................................................561_07_16

G
gjlfdktybt gfhfpbnyjuj htpjyfycf.......................................................................................................561_07_27

H
hf,jxfz xfcnjnf (ecnhjqcndf yf GFD) ................................................................................................561_07_15
hf,jxbq afpjdsq cldbu..........................................................................................................................561_07_28

C
chtlyzz xfcnjnf (ecnhjqcndf yf GFD) ................................................................................................561_07_01

N
nhfycdthcfkmysq gfhfpbnysq htpjyfyc.................................................................................................561_07_21

X
xfcnjnf pf[dfnf 'ythubb .......................................................................................................................561_07_09

�
'rdbdfktynyfz c[tvf lde[d[jljdjuj htpjyfnjhf................................................................................561_07_24
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